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オンラインお問い合わせ／見積り依頼

世界中で起こっているグリーン・イニシアチブとエネルギー効率基準は、技術者がより効率的な半導体デバイスや集積回路を設計する動機となりました。パワー
半導体を使うアプリケーションの需要はさらに高まっており、テスト装置にもこれまでになく、より高電圧やハイパワー、より高速のスイッチング時間、より高
いピーク電流、より低いリーク電流で特性評価が実施できる機能が要求されるようになりました。テクトロニクスとケースレーは、パワー・デバイス特性評価向
けに、ハードウェアとソフトウェアの両方のツールを広く提供しています。

パワー半導体デバイスの高い性能がさらに要求されるにつれ、装置も新たな極限にチャレンジ
半導体を含め、エレクトロニクス業界の多くの分野で、エネルギーの生成と搬送、消費の効率を高めるなど、エネルギー効率の向上に焦点 が当てられています。
パワー半導体デバイスは、モータ制御や電圧調整、電力変換といった用途でスイッチや逆流防止デバイスに使用されています。新しい「よりグリーン」なデバイ
スでは、より高い破壊電圧、より低いリーク電流、より低いON抵抗値、より高い電力レベル、そしてさらに高速なスイッチング時間が可能になり、測定試験に
対して新しい要件を出しています。

最新のパワー半導体デバイス特性評価に対応するには
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http://www.keithley.jp/company/config_assistance
http://www.keithley.jp/company/quick_quote
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現在のパワー・デバイスのエンドアプリケーション、そし
てシリコン・カーバイド（SiC）や窒化ガリウム（GaN）
といった先端素材の使用のために、テスト装置にはスイッ
チング時間、高いピーク電流そして低いリーク電流がさら
に要求されるようになりました。

さらに顕著なことに、破壊試験やリーク電流試験では典型
的に、定格電圧や作動電圧の2～3倍のレベルで実施されま
す。デバイスがON状態のときは、損失を最小限に抑えな 
がら数十から数百アンペアを通電しなければならず、また
OFF状態のときは、リーク電流を最小限にしながら数千ボ
ルトの電圧を絶縁する必要があります。

同時に、半導体技術は進歩しており、より高い周波で動作
して駆動効率を一層向上させるようになってきています。

これからのパワー半導体デバイス試験

次世代デバイスをサポートするため低いRdsonが測定可能総合的なスイッチング時間解析と特性評価
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ケースレーの組合せ自由なDCハイパワー・ソリュ－ション

8010型テスト・フィクスチャ: 3kV、100Aまでの試験に パラメトリック・カーブトレーサのソフトウェア

パラメトリック・テスト・モード

トレース・モード
高速かつ簡潔な単一デバイス試験用途

2657A型 ハイパワー・ソースメータ
（SMU）

■ 最大3000V、180Wまでのパワー
■ 測定精度1fA
■ 積分型とデジタイザの2種ADC

2651A型ハイパワー・ 
システムソースメータ（SMU）
■ 最大50Aのパルス発生（装置2台で最大100A)
■ 最大2000Wのパルス発生／200WのDCパワー 
■ パルス幅は100µsからDCまで
■ 積分型とデジタイザの2種ADC

2636B型 ソースメータ 
（SMU）

■ 2つの独立したSMUチャンネル
■ 最大200Vで10Aまでのパルス発生
■ 測定精度 0.1fA

TSP®エクスプレス ソフトウェア：ウェブ・ベースのプラグ&プレイ I-V 特性評価ソフトウェアで、
スプレッド・シートとグラフを簡単作成  ウエハ・レベルのソフトウェア：ACS
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オンラインお問い合わせ／見積り依頼

テクトロニクスの.
ACハイパワー・ソリューション
ミックスド・シグナル・オシロスコープ
主な特長
■ 過渡現象を観測するための高サンプル・レート
■ 長時間のデータ取得が可能なメモリ長
■ パワー解析アプリケーション・ソフトウェア
■   広範囲の高電圧、大電流そして差動プローブを 

サポート

典型的な試験例
■ 総合的スイッチング損失解析
■ ON/OFFタイミングおよび特性評価
■ 回復時間
■ オン動作抵抗値

プローブ
豊富な種類のプローブとアクセサリが用意されており、テクトロニクスのオシロスコープで使用できます。
100種類以上のプローブから、テストするアプリケーションに最適なものを選択することができます。
■ 最大40kVの高電圧プローブ
■ 2000Aまでの電流プローブ
■ 最大6kVまでの高電圧差動プローブ

AFG3000C  
任意波形／ファンクション・ジェネレータ
主な特長
■   ファンクション機能、任意波形出力そしてパルス発生機能により、完全なループ

特性評価が可能
■   12通りの標準波形が最大出力20V p-pで利用できるので、他社製品にはない性能

と多様性が実現
■   可変デューティ・サイクル、スロープ時間、ノイズ追加、そしてパルス幅変調の

機能を利用してパルスを発生
■ 最大42Vの外部オフセットが可能なフローティング出力
■ 複数台の装置を同期させてチャンネル数を拡張

典型的な試験例 スイッチング時間関連試験：
■ スイッチング損失解析のための励振
■   ON/OFFスイッチ・タイミングおよび特性評価
■ 回復時間

http://www.keithley.jp/company/quick_quote
http://www.keithley.jp/company/config_assistance
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オンラインお問い合わせ／見積り依頼

パラメトリック・カーブトレーサを使用した
パワー・デバイス特性評価
今日のパワー半導体デバイスとコンポーネントの特性評価には、高性能のテスト装置が必要です。デ
バイスの設計担当エンジニアには、パワー・デバイスをその耐用年数の全期間でサポートする装置が
必要です。今日、ハイパワー特性評価システムには、完全なターンキ・システム方式およびユーザが
設定し性能の優れたソフトウェアで完成させなければならないブロック構築方式という2つの主な形
態があります。ターンキ・システムを利用すればはすぐに設定し試験を実施することができますが、
高価であり実施可能なテスト範囲は限定されています。

ケースレーのパラメトリック・カーブトレーサは、高性能測定器、ケーブル、テスト・フィクスチャ、
ソフトウェアで構成された完全なソリューションです。このブロック構築方式には、テストのニーズ
変化に対応するためのアップグレードあるいは構成変更が容易であるという利点があります。また、
これらの装置とアクセサリは、デバイスの信頼性検査や適性検査といった異なるテスト・システムの
プラットホームでも使用することができます。ケースレーのパラメトリック・カーブトレーサは、特
性評価の担当エンジニアが完全なテスト・システムを短時間で開発するために必要な機能すべてを含
んでいます。装置構成は、パラメトリックおよびトレース・テストの両モードをサポートしています
ので、カーブトレーサとパラメータ・アナライザの特長を備えています。

パラメトリック・カーブトレーサのコンフィギュレーション・データシートをダウンロード

トレースモードを使用すれば、 
IGBデバイスに出力特性を短時間で

取得することができます。

K420カートに搭載された  
モデル4200-PCT-4

主な仕様
■ 設定可能な電力レベル
 • 200V～3kV
 • 1A～100A
■ 広い動作範囲
 • µV ～ 3kV
 • fA ～ 100A
■ C-V測定
■ DCまたはパルス I-Vが最長50µs
■   試験管理ソフトウェアには、リアルタイム制

御用のトレース・モードおよびパラメータ抽
出用のパラメトリック・モードが含まれます。

応用例
■ パワー半導体デバイス特性評価
■   GaN および SiC、LDMOSなどのデバイス

の特性評価
■   パワー・デバイスの信頼性試験
■ 受け入れ検査およびデバイス良否判定

カーブトレーサ パラメータ・アナライザ パラメトリック・カーブトレーサ

=+

http://www.keithley.jp/company/quick_quote
http://www.keithley.jp/company/config_assistance
http://www.keithley.jp/products/semiconductor/pct/?mn=PCT
http://www.keithley.jp/data?asset=57915
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高電圧回路およびパワー・デバイスの特性評価
2657A型高電圧ハイパワー・システム・ソースメータ を使用すれば、ケースレーの精密
ソース・メジャー・ユニットであるソースメータ（SMU）に高電圧機能を追加すること
ができます。R&D、生産そしてQA/FAに適している製品仕様です：

■   最大3000V @ 20mA または1500V @ 120mA の印加またはシンクが可能なため、
他の装置では不可能な重要なパラメトリック・データも取得可能

■   次世代デバイスに要求される低リーク電流測定に有効な1fA（フェムト・アンペア）の
電流測定精度を提供

■   精密電源や電流源、DMM、任意波形発生器、電圧／電流パルス発生器、18ビット電子負荷、トリガ・
コントローラなどを組み合わせて、電源と装置を統合する手間を排除

2651A型と同様に、2657A型には高精度でハイスピードの過渡現象データ取得のための、デュアル18ビッ
ト1µs/ポイント　デジタイザとデュアル22ビット精密ADCとが付属しています。

モデル2657Aは、最大3000V @ 20mAまたは 
1500V @ 120mAのソースまたはシンクが可能です。

ケースレーは、パワー・デバイスの特性評価用に、ハードウェアとソフトウェアの
広範なツールを提供しています。典型的なデバイス・テスト・システムには、高電
圧モデル2657A型、1～2台の2651A型、そして 最大3台の低パワーSMU（他
のシリーズ2600Bまたは 4200-SCS型半導体特性評価システム)が含まれます。
システム設定は、オプションである新型8010型 ハイパワー・デバイス・テスト・フィ
クスチャまたは個別の保護回路モジュールを使用すれば、より安全かつ容易になり
ます。TSP-リンク®技術は、2600Bシリーズ装置をリンクして強力なマルチ・チャ
ンネル・システムを形成させることが可能であり、これによって価格が何十万円も
高い大型ATEシステムのシステム速度に匹敵するようになります。

2657A型の応用例
■   パワー半導体デバイス特性評価
■   GaN、SiC、その他の複合素材および デバイス

の特性評価
■   最大3kVでの破壊およびリーク試験
■   サブミリ秒過渡現象の特性評価

大電力・高電圧用IGBTデバイスの簡単な 
ブレークダウン・テストの実施方法については、 
ここをクリック（英語版ビデオ）

http://www.keithley.com/centralized_display?mn=2657A,8010&assetid=56481
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■ 2657A型のデータシートをダウンロード

■ アプリケーションノートを読む:

 – パワー・デバイス特性評価のためのマルチSMUシステム構築

   最近のさらなる大電力へのチャレンジ過程では、シリコンベースのデバイ
スの限界を凌駕する先進素材をベースにした、さらに効率的な半導体デバ
イスの開発が急がれています。パワー半導体デバイスのDC特性評価には、
高電圧・大電流のソース・メジャー・ユニット（SMU）を組み込んだ試験
装置が必要です。これらの試験装置を適切に構築するステップが次のアプ
リケーション・ノートに説明されています。詳細情報...

 –  Testing Power Semiconductor Devices with Keithley 
High Power System SourceMeter®（SMU）Instruments

   このアプリケーション・ノートは、一般的に実施されるパワー半
導体デバイスの試験を特に注目しており、試験に伴う困難な課題
そしてケースレーのSMU、特にケースレーのパラメトリック・
カーブトレーサ（PCT）を装置構成に組み込んで、どのように試
験プロセスが簡略化されるかを説明します。（英語版）詳細情報...

高電圧測定の詳細情報

上のビデオ題名をクリックすれば、大電力・高電圧IGBTデバイスに 
対して実施可能な容易なブレークダウン・テストの方法を学べます。

http://www.keithley.jp/company/quick_quote
http://www.keithley.jp/company/config_assistance
http://www.keithley.jp/data?asset=57749
http://www.keithley.jp/data?asset=57899
http://www.keithley.jp/data?asset=57899
http://www.keithley.com/data?asset=57464
http://www.keithley.com/data?asset=57464
http://www.keithley.com/data?asset=57464
http://www.keithley.jp/centralized_display?mn=2657A&assetid=57651
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大電力、大電流特性評価／試験で.
ハイパフォーマンスを得るには
2651A型ハイパワー大電流システム・ソースメータにより、他社製品には見られない電力精度、
速度、柔軟性、そして使い勝手の良さで、高い技術が必要な今日の大電力用電子回路の特性評価を
簡略化することがで きます。

■   この装置では、柔軟性が高い4象限電圧および電流源／負荷を高精度電圧・電流計との組み合
わせて 2,000W（±40V、±50A）のパルス電力、200W（±10V@±20A、±20V@±
10A、±40V@±5A）でDC電力の印加あるいはシンク

■   2台の装置の接続（直列または並列）が容易で、最大±100Aまたは±80Vのソリューション
を実現

■   1pA分解能によって非常に低いリーク電流の精密測定が可能
■   1µs／ポイント（1MHz）と連続18ビットサンプリングで過渡現象の特性を正確に測定

デジタイジングと積分モードの選択
2651A型を使用すれば、過渡現象と定常状態の両方の特性評価に対してデジタイジングあるいは積分測定のど
ちらかのモードを選択することができます。2つの独立したADCは、一つが電流そして他方が電圧測定用に用
意され、これらが同時に動作を行うことで試験スループットを犠牲にすることなしに正確に印価値を読取ります。
デジタイジング・モードの18ビットADCは、1マイクロ秒／ポイントのサンプリング・レートをサポートして
おり、高精度の過渡現象の波形取得および特性測定に対して理想的です。積分測定モードは22ビットADCをベー
スとしており、最大の測定精度と分解能が要求されるアプリケーションをサポートします。これにより、次世代
デバイスで共通する微小電流および電圧の精密測定が可能となります。

+20A

+50A

–50A

–10A

+10A
+5A

–5A

–20A

+10V–10V +20V–20V 0V

0A

+40V–40V

DC and Pulse

Pulse only

1台の2651A型を使い、最大±40V、±50Aまでソースとシンクが可能です。 内蔵されたTSP-Link拡張バスを通
じて2台の装置を並列接続させて、システムの電流範囲を100Aまで増大させ、あるいは直列接続させて電圧範囲を
80Vまで昇圧させることができます。組み込まれたテスト・スクリプト・プロセッサ（TSP®）は数台の装置を単一装
置に一体化することができるので試験を簡略化することができます。内蔵されたトリガ・コントローラは、リンクされ
た全チャンネルの作動を500ナノ秒以内に同期させることが可能です。

システム構築用例。2600シリーズの各機種に組み込まれたTSPコントローラおよ
びTSP-Linkのインタフェースで、 数台の2651A型と他の2600Bシリーズを容易
にリンクさせて最大64チャンネルをもつ統合試験システムを構築することが可能で
す。内蔵された500nsのトリガ・コントローラが精密かつ短いチャンネル同期を保
証します。2600シリーズの完全に分離し独立しているチャンネルによって、メイン
フレーム・ベースの システムの電力そして／またはチャンネル制限なしでSMUパー
ピン・テストが可能です。

26XXB

2651A

2651A

Up to
100A

TSP-Link

LXI or GPIB
to PC

Controller

2651A型の応用例
■   電力用半導体、高輝度LED（HBLED）そして

光学デバイスの特性評価
■   GaN、SiCその他の化合物材料およびデバイス

の特性評価
■   半導体接合温度特性評価
■   信頼性試験
■   高速高精度デジタル化
■   エレクトロマイグレーション
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オンラインお問い合わせ／見積り依頼

■ アプリケーション・ブリーフを読む:
– 最新のハイパワー・デバイスの高速パルス測定を実現する

最新のハイパワー・デバイスに必要な高速パルス測定方法を紹介します。

–  ケースレー2651A型ハイパワーソースメータ
を組み合わせ、100Aまでを試験する
 ハイパワー・ソースメータ®1台の2651A型で
は得られない電流値で動作するパワーマネジメ
ント用半導体デバイスのテストとして、2台の
2651Aを組み合わせる方法を紹介します。

■ 2651A型のデータシートをダウンロード

大電流試験の詳細情報

上のビデオ題名をクリックすれば、2台のモデル2651Aを組み合わせて、
最大100Aの電流を得る方法のデモを閲覧できます

http://www.keithley.jp/company/quick_quote
http://www.keithley.jp/company/config_assistance
http://www.keithley.jp/data?asset=57218
http://www.keithley.jp/products/localizedproducts/allmaterials/2651_Appfastpulse_JP.pdf
http://www.keithley.jp/products/localizedproducts/allmaterials/2651_App100_JP.pdf
http://www.keithley.jp/products/localizedproducts/allmaterials/2651_App100_JP.pdf
http://www.keithley.jp/products/localizedproducts/allmaterials/demo_2651A.html
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オンラインお問い合わせ／見積り依頼

パワー・デバイス特性評価ソフトウェア

半導体コンポーネントおよびディスクリート・デバイス用　ACS-Basic
■   MOSFET、BJT、IGBT、ダイオード、抵抗器などのディスクリート・デバイス用に設計
■   プログラミングなしで迅速かつ容易な試験設定が可能な総合的テスト・ライブラリ
■   パラメトリック・データ抽出のために内蔵された分析ツール
■   どちらも対話型操作が可能なリアルタイム・トレース・モードとパラメトリック・モード

ACS-Basicデータシートをダウンロード

マルチ・テスト・モードは1つの
デバイスに対して複数のテストを
実施可能にします。 

トレース・モードはデバイスの対話型テストをサポートします。

特性試験、パラメトリック試験、信頼性試験そしてダイソートにはACS
■   広範な種類の装置とプローブをサポート
■   デバイスやサイト、ウエハー、カセットなどのレベルでの試験の開発

と実施
■   並列試験のための複数台のソースメータによるソース・メジャ・ユニッ

ト（SMU）をサポート

ACS  データシートをダウンロード

手動によるプローブステーションコ
ントロールと対話型のプローバ制御
によるテストが組み合わされて、テ
ストの開発とデバッグが促進され簡
略化されます。

ウエハおよびビニング・マップ・ツ－ルを使用すれば、
ウエハ別あるいはチップ別の試験結果を閲覧すること
が可能です。また、複数チップからのトレースを重ね
書きして簡単に比較することができます。

ケースレーの自動特性評価（ACS）ソフトウェアは、ハイパワー、高精度、高速性そして柔軟性を持つ
2650ハイパワー・システム・ソースメータ・シリーズとパワー半導体コンポーネント特性評価のための
完全なテスト環境を構築するパラメトリック・カーブトレーサを結びつけています。アプリケーションに
応じて、単一デバイス試験にはACS-Basic、ウエハ・レベルやマルチDUTの自動テストまたは信頼性解
析にはACSを選択できます。

http://www.keithley.jp/company/quick_quote
http://www.keithley.jp/company/config_assistance
http://www.keithley.jp/data?asset=57234
http://www.keithley.jp/products/localizedproducts/allmaterials/ACS_brochureJ_200706.pdf
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オンラインお問い合わせ／見積り依頼

MSO/DPO5000B　.
ミックスド・シグナル・オシロスコープ

最高2GHzの周波数帯域と10GS/sのサンプル・レートを提供するMSO/DPO5000B
ミックスド・シグナル・オシロスコープのシリーズは、廉価ながら強力なWindows®

ベースのモデルであることが特長です。25種類以上のアプリケーション・ソフトウェ
ア・パッケージが完備されているため、1台の装置で多種のアプリケーションを試験
することができます。DPX技術を応用したFastAcq™や高機能トリガといったテク
トロニクス独自の機能により、他社のオシロスコープでは見逃しやすい過渡現象を素
早く見つけることができます。MSO/DPO5000シリーズは、総合的解析ツールと 
革新的なWave Inspector®コントロールとを組み合わせており、高い性能と豊富
な機能により、複雑な設計デバッグを簡略化、高速化します。

MSO/DPO5000B  ミックスド・シグナル・オシロスコープ   
データシートを読む

オンライン ビデオを閲覧する

主な機能仕様
■   周波数帯域 2GHz、1GHz、500MHz、350MHzのモデル
■   1～2チャンネルで最高10GS/sの4チャンネルは最高5GS/sのサンプ

ル・レート
■   最長250Mポイントのメモリ長
■   FastAcq™により、最大波形取込レート250,000波形／秒以上
■   毎秒310,000フレーム以上の取込みが可能なFastFrameセグメント・

メモリ・アクイジション・モード
■   負荷容量4pF以下、アナログ帯域500MHzまたは1GHzの10MΩ受動

電圧プローブが付属
■   ユーザ選択が可能な帯域リミット・フィルタにより、低周波数における

測定精度が向上
■   ビジュアル・トリガで直感的なトリガ設定

主な特長
■   オプションのパワー解析ソフトウェアを使用することで、電

源品質、スイッチング損失、高調波、安全動作領域  （SOA）、
変調、リップル、スルー・レート（di/dt, dv/dt）をすばやく、
正確に分析可能

■   TekVPI プローブ・インタフェースは、アクティブ・プローブ、
差動プローブ、電流プロー ブに対応し、スケールと単位を自
動的に設定

■   Wave Inspector®により、波形操作が簡単で、波形データ
の自動検索も可能

■   53種類の自動測定、波形ヒストグラム、FFTによる波形解析
■   10.4型（264mm）XGAディスプレイ、タッチ・スクリーン
■   小型軽量 ― 奥行きわずか206mm、重量は6.7kg 

http://www.keithley.jp/company/quick_quote
http://www.keithley.jp/company/config_assistance
http://jp.tek.com/sites/tek.com/files/media/media/resources/MSO5000B-DPO5000B-Mixed-Signal-Oscilloscope-Datasheet-JA-JA-0.pdf
http://jp.tek.com/sites/tek.com/files/media/media/resources/MSO5000B-DPO5000B-Mixed-Signal-Oscilloscope-Datasheet-JA-JA-0.pdf
http://jp.tek.com/oscilloscope/mso5000-dpo5000
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パワー・プローブパワー測定／解析ソフトウェア

特定のアプリケーションに適したプローブをお探しですか? オンラインの対話
型プローブ選択ツール（英語版）（http://jp.tek.com/probes）を閲覧して、
ニーズ に適合するプローブをお探しください。 ここをクリック

DPOxPWR SOA（安全動作領域）表示

電流プローブ
■   使い勝手が良く、正確なAC/DC電流 

測定
■   1mA～2,000Aの振幅測定
■   DC～2GHz
■   スプリット・コアおよびソリッド・ 

コア構造
詳細情報

差動プローブ
■   周波数帯域は最高30GHz
■   差動信号を容易に測定
■   低入力容量：0.3pF以下
■   高いCMRR（同相除去比）
■   回路へのアクセスを容易にする 

多様なプローブ先端部

詳細情報

高電圧プローブ
■   広範囲の電圧測定：最大40kV ピーク
（100ms パルス）

■   シングルエンドまたは差動
詳細情報

DPOPWR 
DPOPWRパワー測定／測定ソフトウェアは、テクトロニクスのWindowsベースのオシロスコープを高度なパワー解析ツールに特化
させ、パワー半導体デバイスでのスイッチング・コンポネント性能解析をすばやく行い、詳細なレポートをカスタマイズ可能な書式で
出力することができます。DPOPWRソフトウェアは、テクトロニクスMSO/DPO5000Bシリーズ・オシロスコープで動作します。

主な特長
■   パワー半導体デバイスのスイッチング損失測定
■   信頼性試験のための線形／対数スケールでカスタマイズ可能なマスクによる

SOA（安全動作領域）試験
■   高度なレポート作成で時間短縮

スイッチング・コンポーネント解析
スイッチング損失は、スイッチング回路がオンになるとき、およびオフになる
ときに発生します。ターンオン損失は、さまざまな物理的容量、寄生容量が
チャージされ、インダクタによって磁界が発生し、関連する過渡的抵抗損失が
発生することによって生じます。同様に、ターンオフになる場合、放電される
エネルギーがまだ残っていて、メイン・パワーが切り離されてもさまざまなコ
ンポーネントとの関係で損失が発生します。DPOPWRでは、スイッチング損
失を測定するスイッチング・デバイス両端の電圧降下と、スイッチング・デバ
イスに流れる電流を測定します。

SOA（安全動作領域）
SOA（安全動作領域）プロットは、スイッチング・デバイスを評価して最大
仕様を超えて負担がかかっていないことを確認するためのグラフ技法です。
SOA試験を実施すると、負荷変化や温度変化、入力電圧変動など、高範囲の
動作条件での性能を検証することができます。SOAプロットでのリミット試
験により、自動検証も可能です。

電力測定と解析ソフトウェアのデータシート（英語版）を読む

DPOPWRスイッチング損失測定

http://www.tek.com/datasheet/power-measurement-and-analysis-software
http://jp.tek.com/high-voltage-probe-single-ended
http://jp.tek.com/current-probe
http://jp.tek.com/differential-probe-high-voltage
http://www.tek.com/probes
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オンラインお問い合わせ／見積り依頼

AFG3000C　任意波形／ファンクション・ジェネレータ
AFG3000Cシリーズは、優れた性能、汎用性、直感的な操作と低価格を実現した 
任意波形／ファンクション・ジェネレータです。

AFG3000C　任意波形／ファンクション・ジェネレータのデータシートを読む

スイッチング時間関連試験（信号源として使用）：
■   スイッチング損失解析
■   ターンオン／ターンオフ・タイミングおよび特性評価
■   回復時間

主な特長
■   14ビット、250MS/s、1GS/sまたは2GS/sの任意波形
■   振幅は最大20 V p-p（50Ω負荷、AFG3011C）
■   設定と波形形状を確実に把握可能な5.6型のカラーTFTディ

スプレイ
■   多言語インタフェースおよび直感的操作によりセットアップ

時間が短縮
■   立上り／立下り時間可変のパルス波形
■   スィープおよびバースト・モード
■   2チャンネル機種が用意されており、コストと作業スペース

が節約可能
■   USB、GPIB、LANインタフェース
■   LabVIEW、 LabWindows/IVI-C ドライバ

大型表示で設定条件や波形が一目瞭然 付属のArbExpress®ソフトウェアを使い、波形を容易に生成・
変更

http://www.keithley.jp/company/quick_quote
http://www.keithley.jp/company/config_assistance
http://jp.tek.com/sites/tek.com/files/media/media/resources/76Z_28281_0_1301_1_0.pdf
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パワー・デバイス特性評価用ソースメータ（SMU）

特長 2651A./.2657A
大電流／高電圧

2634B./.2635B./.2636B
微小電流

2602B./.2612B
２チャンネル

2601B./.2611B
１チャンネル

2604B./.2614B..
２チャンネル・ベンチトップ

チャンネル数 1（TSP-Link®で32までの拡張オプション） 1～2（2635B/2363Bには.
TSPリンクで64個までの拡張オプション）

2（TSP-Linkで64個までの.
拡張オプション）

1（TSPリンクで
32個までの拡張オプション) 2

電流 最大／最小 2651A：50A.パルス/100fA
2657A：120mA/1fA

2634B：10A.パルス/1fA
2636B、2635B：
10A.パルス/0.1fA

10A.パルス/100fA 10A.パルス/100fA 10A.パルス/100.fA

電圧 最大／最小 2651A：40V/100nV
2657A：3,000V/100nV 200V/100nV 2602Bでは40V/100nV

2612Bでは200V/100nV
2601Bでは40V/100nV
2611Bでは200V/100nV

2604Bでは40V/100nV
2614Bでは200V/100nV

システム向け機能 デジタル.l/O、TSP-Link、
コンタクトチェック

デジタル.l/O、TSP-Link、
コンタクトチェック（2634Bでは利用不可）

デジタル.l/O、TSP-Link、
コンタクトチェック

デジタル.l/O、TSP-Link、
コンタクトチェック なし

最大読取り数／秒 38,500
1μSec／ポイント、18ビットADC 20,000 20,000 20,000 20,000

コンピュータ 
インタフェース GPIB、LAN（LXI）、RS-232 GPIB、LAN（LXI）、RS-232、USB GPIB、LAN（LXI）、RS-232、USB GPIB、LAN（LXI）、RS-232、USB GPIB、LAN（LXI）、RS-232、USB

コネクタ／ケーブル
2651A：ネジ式端子台、
バナナ用アダプタ

2657A：HV.トライアキシャル、SHV
トライアキシャル ネジ式端子台、バナナまたは

トライアキシャル用アダプタ
ネジ式端子台、バナナまたは
トライアキシャル用アダプタ

ネジ式端子台、バナナまたは
トライアキシャル用アダプタ

特長 2430 ハイパワーソースメータ 2410 高電圧ソースメータ 2420 / 2425 / 2440 大電流ソースメータ

電流 最大／最小 10.5A.パルス/100pA 1.05A/10pA 5.25A/100pA.

電圧 最大／最小 200V/1uV 1100V/1uV 100V/1uV.

電力 1100W. 22W 110W.

最大読取／秒 2,000. 2,000. 2,000

インタフェース GPIB、RS-232、デジタル.I/O、トリガーリンク.トリガーバス GPIB、RS-232、デジタル.I/O、トリガーリンク.トリガーバス GPIB、RS-232、デジタル.I/O、トリガーリンク.トリガーバス

コネクタ バナナ（前／後） バナナ（前／後） バナナ（前／後）
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オンラインお問い合わせ／見積り依頼

ケースレーのパラメトリック・カーブトレーサ

モデル 2600-PCT-1 2600-PCT-2 2600-PCT-3 2600-PCT-4 4200-PCT-2 4200-PCT-3 4200-PCT-4

種類 エントリーレベル 大電流 高電圧 大電流
および高電圧

大電流
+.C-V

高電圧
+.C-V

大電流および
高電圧+.C-V

コネクタ／
ドレイン・ 
サプライ

高電圧モード 200V/10A 200V/10A 3KV/120mA 3KV/120mA 200V/1A 3KV/120mA 3KV/120mA

大電流モード 200V/10A 40V/50A 200V/10A 40V/50A 40V/50A 200V/1A 200V/1A

ステップ・ジェネレータ
(ベース／ゲート供給) 200V/10A 200V/10A 200V/10A 200V/10A 200V/1A 200V/1A 200V/1A

代表的アプリケーション 受入れ検査、FA、QA、信頼性、
設計品質、製品開発.

受入れ検査、FA、QA、信頼性、
設計品質、製品開発..

受入れ検査、FA、QA、信頼性、
設計品質、製品開発.

受入れ検査、FA、QA、信頼性、
設計品質、製品開発.

受入れ検査、FA、QA、信頼性、
設計品質、製品開発.

受入れ検査、FA、QA、信頼性、
設計品質、製品開発.

受入れ検査、FA、QA、信頼性、
設計品質、製品開発.

ソフトウェア ACS-Basic、トレースモードおよびパラメトリックモード、単独または連続試験、パワー・デバイス・ライブラリ

テスト・フィクスチャ 8010型ハイパワー・デバイス用テスト・フィクスチャは、TO-220、TO-247、.
アキシャル・リード、カスタム・ソケット、MOSFETなどのサンプル部品を含み、3kV/100Aまでの試験に対応

http://www.keithley.jp/company/quick_quote
http://www.keithley.jp/company/config_assistance
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